
качестве резистивных паст- пасты серии И Ру-ш  и i t ry -u :  пгу-им-зи, игу- 
Вэ-100, ПРу-Вэ-1 к, ПРу-Вэ- !0к, ПРу-П-50. ПРу-П-ЮО, Г1Ру-П-1к. ПРу-П-10к. 
полученные результаты сравнивались с резисторами созданными на 
подложках ВК-94 в режиме рекомендованном ТУ.По результатам испытаний 
были построены температурные профили термообработки резистивных и 
проводящих паст. Оптимальные температурные профили для резистивных и 
проводящих наст покачаны на Рис. I,Л Была произведена сравнительная 
оценка стабильности пленочных резисторов изготовленных на керамике ВК- 
100 в новом режиме термообработки, на керамике ВК-94 в режиме 
рекомендованном в ТУ и на керамике ВК-100 в режиме рекомендованном 
ТУ. Оценивалась стабильность резисторов на протяжении 1000 ч 
изготовленных на пастах ПРу-Вэ-50, ПРу-Вэ-100. ПРу-Вэ- 1к, ПРу-Вэ-10к без 
подгонки, с подгонкой глубиной 5-20%, под электрической нагрузкой 2 
Вт/см2, с применением защитных паст.По полученным графикам изменения 
сопротивления резистора во времени можно говорить о том, что 
оптимизированный режим термообработки позволяет получать результаты 
сравнимые с полученными на керамике ВК-94 в обычном режиме.
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Сложность изучения плазмохимических процессов делает необходимым 
применение методов математического моделирования [1]. В настоящее время 
их использование получает все большее распространение в плазмохимии.

Если рассматривать сквозную схему моделирования плазмохимического 
процесса, необходимо сначала провести расчеты элементарных гетерогенных 
процессов, затем определить функции распределения частиц по энергии, 
далее на основе такой информации рассчитывать макроскопические 
параметры процесса (2 |. Так как расчет всех без исключения гетерогенных 
процессов, протекающих в объеме реактора затруднителен, при 
моделировании необходимо выделять наиболее важные для решаемой задачи



йфайерйШ^йкй плаЭййхимйчеСкйго процесса, упроййй,.,. и л и . отбрасывая 
ОтдсйНйС остальных факторов. Н айболее мощным; ащтаратонЁ; ; i.n>; этого; 
являются йостроение иерархии характерных времен различных физико- 
химичеекйх процессов и выделение квазистационарных подсистем. 'В 
качестве примеров такого рода предположений можно иривеоови следующие 
допущения [3|:

- малость времен обмена Энергией; ,||еж ду * поступательными и 
вращательными степенями свободы А ) сравнению с щ ш стерными 
ШШШМШ химических гфевращениЙ реагирующих молекул прилОдит к 
использованию квазистационарного максвелл-больцмановского
распределеШй и возможности введения единой поступательной^ррмпературы 
в системе;

выделение хвййстационарнбщ  подсистем 4„шектронного газа и 
взаимосвязанШХ с h i m  ионов, характеризующейся концентрацией ®  

эффективной температурой Щйщйфййов ардбо параметром Ё/N, делает 
возможным исключение из раёяцотрения ЭДёктродинфйщеских уравнений,*] 
отпадаетЩйбходимост'Е в решении шнетиЧе6Й$с уравнений для ощзед;еления 
функций р а с п р е д е л И в  зафЕ^рнУлх и ц (Ж рйьны х чаф ш : Ой
посТуйателкной энергий.

Таким образом, в « й щ и н с т в р  случай  при моделировании 
йлазмохимицеских процессов проводится один или комбинация рДЭДЯЩ&Х 
видов расчетов:

- вероятностей, сечеЙ Щ ’ цйффициентбв скорости элементарных 
процессов в низкотемпературной плазме;

* термодинамических функции, равновесррро химического Щ фазовой* 
состава;

функций расг|р |^Й енйя электронов по ЗЙ%гиям,:1ЙШекул по уровням 
внутренней энергии;

, S-газодинамики о д н о ц и А х ф а з Щ х т е ч с р щ
- кинетики физико-хтшчеРртх превращ|Яр№
- электродина8ЙЙес^Ш ^РррРри'Ртик плазмохимическйх устройств.
Во всМЮйучаях мЩ ёй р е ш а й |р  прМ рй или обратная Щщ0я: т. е; либо 

р |§чет: и иИрСтавленйе 1 |цфперймВнтом|| целью установления аД ер р ^ о сти  
испойА ||йО % математической модедЩ Йшбо пйнййние дополнительной 

информации на основе Ррйоставлешя расч|т!^рс и ш |Е п ери м ^гальн ы х : 
данных. •''' * ' '  •.
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